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OBJETIVOS Habilitar os alunos a utilizar informações que lhe  serão ministradas com vistas à 
elaboração de conceitos mais complexos e à obtenção de soluções teóricas para 
problemas de precisão da medida e avaliação de incerteza. 

EMENTA:  Revisão dos conceitos básicos de estatística, metrologia; 

 Aplicações da teoria e dos fundamentos do GUM à expressão da incerteza em 
medições nos variados campos da ciência e da tecnologia; 

 Revisão de conceitos básicos sobre variáveis aleatórias; 

 Principais distribuições de Probabilidade; 

 Problema Geral de Inferência, Estimação e Teste de Hipóteses; 

 Métodos Clássicos de Inferência: Mínimos Quadrados, Máxima Verossimilhança;  

 Métodos Não Paramétricos;  

 Definições e Conceitos básicos sobre incerteza e medições; 

 Incerteza padrão; incerteza padrão combinada; incerteza expandida; fator de 
abrangência; a expressão da incerteza da medição; critério para validação de 
dados de medição; incerteza de medição com várias réplicas; interpolação de 
dados experimentais; coeficientes do ajuste e sua incerteza associada; teste de 
hipóteses e reprodutibilidade; incerteza da integral de perfis obtidos 
experimentalmente; planejamento de experimentos; aplicações e estudo de casos; 

 Transferência de Incertezas; 

 Tipos de Distribuição (Guassiana, Retangular e Triangular); 

 Evolução da incerteza padrão e incerteza expandida 

 Tratamento conjunto de varias medidas  

 Inferência Bayesiana 
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